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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成27年3月26日(2015.3.26)
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【誤訳訂正書】
【提出日】平成27年2月4日(2015.2.4)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１５】
　アンチフレッチング層の１態様によれば、スズ含量は５ｗｔ％～２５ｗｔ％、好ましく
は８ｗｔ％～１９ｗｔ％、特に１０ｗｔ％～１６ｗｔ％である。このようにして、アンチ
フレッチング層の硬さは増大し、それにより、一方において「焼き付き」の傾向は低下し
、他方において耐摩耗性はさらに増大する。２５％を超えると、著しく、金属間化合物相
が形成されるが、非常に脆く、それにより耐摩耗性はさらに低下する。５％未満では、わ
ずかな改良がみられるが、所望の改良をもたらすものではない。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２３
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【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２３】
　１つの態様によれば、アンチフレッチング層は好適には本質的に金属間化合物相がなく
、ＸＲＤ測定において銅結晶格子を有する混合結晶のように見え、それにより好適な態様
において、格子は格子定数の０．３６３０ｎｍ～０．３７５０ｎｍを持つ銅混合結晶から
なる。このようにして、銅系合金における銅混合結晶粒の好適な配列が支持され、少なく
とも損なわれないので、アンチフレッチング層はもっと均質な特性プロファイルを有する
。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４８】
　特定の含有量では、効果が小さすぎ、ある値を超え、特に合計３０ｗｔ％を超えると、
大量の硬く、脆い金属間化合物相が形成され、アンチフレッチング層に負の影響を与える
ことが観察された。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　銅系合金よりなる多層ラジアル軸受（１）のためのアンチフレッチング層（５）であり
、　銅系合金は、主な合金元素としての銅に加えて、ゲルマニウム、スズ、インジウム、
亜鉛、ニッケル、コバルト、ビスマス、鉛、銀、アンチモン、ならびに製造に由来する不
可避不純物を含み、これらの合金元素の合計割合は少なくとも１ｗｔ％、最大３０ｗｔ％
であり、そしてその銅系合金には銅および少なくとも１つの元素で形成される銅混合結晶
粒があり、
　そこでは銅混合結晶粒は、各格子面セット{ｈｋｌ}の式
【数１】

による配向指数Ｍ{ｈｋｌ}が３．０未満の値を有するように配向されており、ここでI{ｈ
ｋｌ}は、アンチフレッチング層の{ｈｋｌ}格子面のＸ線回折強度を示し、そしてI０{ｈ
ｋｌ}は、完全に無配向の銅粉末試料のＸ線回折強度を示す。
【請求項２】
　{２２０}反射の配向指数が１．０未満である請求項１に記載のアンチフレッチング層（
５）。
【請求項３】
　{２００}格子面のＸ線回折強度は、{１１１}格子面のＸ線回折強度の５０％～２００％
である請求項１または２に記載のアンチフレッチング層（５）。
【請求項４】
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　Ｉ{１１１}およびＩ{２００}のＸ線回折強度の合計は、合計Ｘ線回折強度の少なくとも
７０％である請求項１～３のいずれか１項に記載のアンチフレッチング層（５）。
【請求項５】
　Ｘ線回折強度Ｉ{１１１}が全Ｘ線回折強度の少なくとも７０％である請求項１に記載の
アンチフレッチング層（５）。
【請求項６】
　スズ含有量は、５ｗｔ％～２５ｗｔ％である請求項１～５のいずれか１項に記載のアン
チフレッチング層（５）。
【請求項７】
　亜鉛含有量は、０．５ｗｔ％～２５ｗｔ％である請求項１～６のいずれか１項に記載の
アンチフレッチング層（５）。
【請求項８】
　ゲルマニウム、インジウム、亜鉛、ニッケル、コバルト、ビスマス、鉛、銀およびアン
チモンの１つまたはそれより多い元素の含有量は、合計０．２ｗｔ％～２０ｗｔ％である
請求項１～７のいずれか１項に記載のアンチフレッチング層（５）。
【請求項９】
　アンチフレッチング層５は、２μｍ～１００μｍの層厚さを有する請求項１～８のいず
れか１項に記載のアンチフレッチング層（５）。
【請求項１０】
　アンチフレッチング層は、３ポンド（約１．３５ｋｇ）の試験荷重について、ＨＶ２０
０～ＨＶ５００のビッカース微小硬さを有する請求項１～９いずれか１項に記載のアンチ
フレッチング層（５）。
【請求項１１】
　銅混合結晶粒が５ｎｍ超の粒径を有する請求項１～１０のいずれか１項記載のアンチフ
レッチング層（５）。
【請求項１２】
　アンチフレッチング層５は本質的に金属間化合物層がなく、ＸＲＤ測定において銅結晶
格子を有する混合結晶のようにみえる請求項１～１１のいずれか１項に記載のアンチフレ
ッチング層（５）。
【請求項１３】
　アンチフレッチング層が、０．３６３０ｎｍ～０．３７５０ｎｍの格子定数を有する銅
系合金からなる請求項１２に記載のアンチフレッチング層（５）。
【請求項１４】
　支持されるべき要素に向かい合う前面４および前面４の反対の裏面４からなる多層ラジ
アル軸受１であり、支持層２、前面４上に配置される減摩耗層３、ならびに裏面４上に配
置されるアンチフレッチング層５からなり、ここでアンチフレッチング層５は請求項１～
１３のいずれか１項に記載により形成される。
【請求項１５】
　アンチフレッチング層は、支持層２または必要ならば支持層２とアンチフレッチング層
５の間に配置される中間層、の粗さＲｚの、少なくとも５０％の層厚さを有する請求項１
４に記載の多層ラジアル軸受（１）。
【請求項１６】
　アンチフレッチング層５が、アンチフレッチング層５よりも軟らかいコーティングを有
する請求項１４または１５に記載の多層ラジアル軸受（１）。
【請求項１７】
　コーティングは、スズ、鉛、ビスマス、銀、ポリマー系腐食防止塗料を含む群から選択
される材料で製造される請求項１６に記載の多層ラジアル軸受（１）。
【請求項１８】
　多層ラジアル軸受（１）の支持層の背面にアンチフレッチング層（５）を電流により堆
積する方法であり、アンチフレッチング層は銅合金から製造され、銅合金は、主な合金元
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素としての銅に加えて、ゲルマニウム、スズ、インジウム、亜鉛、ニッケル、コバルト、
ビスマス、鉛、銀、アンチモン、ならびに製造に由来する不可避不純物を含み、そしてこ
れらの合金元素の合計は少なくとも１ｗｔ％、最大３０ｗｔ％であり、電解液において塩
の形態で使用され、アンチフレッチング層（５）の堆積は８５℃未満の温度で、最大電流
密度６Ａ/ｄｍ２で実施され、そこでは電解液は、堆積される金属のための塩に加えて、
ポリカルボン酸塩、ナフトール、ナフトール誘導体、およびチオ化合物を含む群から選ば
れる有機化合物を含む、アンチフレッチング層（５）の電流による堆積方法。
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